
 
 پذیر انعطاف مواد    یلتشک   یبرا  یلوکسانسیل متیدی پل  یمربر پل (IV) یمسر  یداثر اندازه ذرات اکس

 یونیزاندر برابر تشعشعات 

 چکیده 

  تشعشع   ت در برابر محافظ  ییبر توانا  آن   و اندازه ذرات  2CeO  یمحتوا   یرتأث  ی با هدف بررس   پژوهش   ینا

لاست  ین همچنکه    ،باشد می  یلوکسانس متیلدی ی پل  از عنوان  م  )1SR (یلیکونیس   یکبه  .  شودی شناخته 

با  SRمختلف    یهانمونه  نانو    یکرو ممقیاس  درصد    50و     10, 30  را  ضر  یهته  2CeOو    یف تضع  یب و 

بر  )2LAC (یخط اندازهنمونه   ین ا  ایرا  افزا  LAC SRکه    شودمشاهده می.  شد   یریگها    2CeO  یشبا 

  یر تأث  خالص هستند.   SRنسبت به    ی بالاتر  ی هاLAC  ی آماده شده دارا  SR  یهاو تمام نمونه   یابد ی م  یشافزا

  یشتر نانو ب 2CeO یبرا LACکه   دهد نشان می  یجو نتا گیرد قرار می  یبررس نیز مورد  LACبر   اندازه ذرات

نشان    یجنتا  شد.  یبررس و    یهته  SR  یهانمونه   یبرانیز  را   )3HVL (یارزش یم ن  یهلا  .باشد می   میکرو  2CeOاز  

نانو    2CeO  درصد   10با    SRنسبت به    یشتری ب  HVL  ی دارا   یکرو م  2CeO  درصد   10  با   SRکه    دهد می 

  2CeOبا    SRنسبت به    ی بالاتر  یرایی اثر م   ی نانوذرات دارا  ی حاو  SRکه    دهد مینشان    HVL  یج. نتاباشد می 

  درصد   10  با  SR  یمگا الکترون ولت برا  0.059در    )4RPE (. راندمان حفاظت در برابر تشعشعباشد می   یکروم

2CeO  که    حالی  در  ،درصد   95.6  و  94.2  یبو نانو به ترت  میکروRPE SR  درصد   (5  هر دو اندازه  یحاو  

2CeO  2درصد   5  +  میکروCeO ی با همان انرژ   ینهمچن.  باشد می     یدرصد در همان انرژ  ) 96.1یکروم  

  2CeOبا    یسه و نانو در مقا  یکرو م  2CeOهنگام استفاده از    یف تضع   یی که توانا  دهد می نشان    RPE  یجنتا

 .یابد می بهبود مگا الکترون ولت   1.333و    0.662, 1.173درنانو   2CeO یا  یکروم

 
1 silicon rubber 

2 linear attenuation coefficient 
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4 radiation protection efficiency 



 
 . یفتضع یبمحافظت در برابر تشعشع؛ ضر ، 2CeO-نانوذرات یلوکسان؛س یل متیدیپلها: کلیدواژه 

 گیری نتیجه

هایی  بررسی و نانو    یکروم 2CeOبا    SRپرتو گاما    ت محافظ  هاییت در مورد قابل  این پژوهش بطور کلی در  

  یج و نتا ه استاستفاده شد   SR  یهااز نمونه   یک هر    ی برا  LAC  یافتن   ی برا  یتجرب   یکرد . روانجام شده است

نشان  رفتار    ین. اباشد میسازگار    یکدیگرکاملاً با    X-Phyافزار  و نرم   یکرو م 2CeO  یحاو  SRآمده از  دستبه 

  یشتر بنانو    2CeO  یبرا   LAC  یر مقاد  ها،یافته بوده است. بر اساس    یقدق  ی نانوذرات تجرب  یهاه یافتدهد که  ی م

  یع . اندازه کوچکتر نانوذرات توزرددا  SRدر    هتریذرات ب   یعتوزنانو    2CeO  یراز  باشد می  یکروم  2CeOاز  

 ینو احتمال تماس ب  یش ، نسبت سطح به جرم را افزانماید یم  یرپذ را امکان  SRاز ذرات در    یتریکنواخت

  HVLمحافظ مانند   یهایژگی و  ی محاسبات برا  ین،دهد. علاوه بر ای م یشرا افزا  2CeOگاما و نانو   یپرتوها

هر    ی ولت برا  مگا  1.333به    0.059از    یانرژ  یشبا افزا  HVL  ها،یافتهبر اساس  .  ه استانجام شد   RPEو  

با ضخامت    SR  یکدهد که    ی نشان م  ینا  .یابد ی م  یشو نانو افزا  یکرو م 2CeOبا    SRخالص و    SRدو نمونه  

  2CeOکه ادغام    دهد می نشان    RPE  یجنتا  است.  ی بالا ضرور  یبا سطح انرژ   یهافوتون   یف تضع  ی برا  یشترب

  دهد می نشان    RPE  یج. نتاباشد می شده    ید تول  SR  یهامحافظ نمونه   یی بهبود کارا  ی راه مهم برا  یک   SRدر  

 . دارد  یکروشده با ذرات م آوری عمل  SR نسبت به را  ی یشترب RPE نانو شده با ذرات آوری عمل  SRکه
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